
INTRODUCCIÓN A LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA  
Curso de Posgrado 

 
Programa: 
 
Unidad 1: Óptica 
Teoría de las lentes. Principios de óptica aplicados a la microscopía. Ley de Abbe. 
Resolución. Características de los sistemas ópticos.  
 
Unidad 2: Microscopios ópticos 
Características constructivas. Tipos de microscopios.  
Microscopía de Fluorescencia: Fluorescencia. Filtros. Tipos de microscopios. 
Preparación de las muestras. Aplicaciones. 
Microscopía LASER Confocal: Concepto de confocalidad. Anatomía de los 
microscopios confocales. Tipos de laser. Distintos sistemas de escaneo. Tipos de 
imágenes confocales. Registro de las imágenes. Aplicaciones. 
Microscopía de Seccionamiento Óptico: Principio del seccionamiento virtual.  Función 
de esparcimiento del punto. Función de transferencia óptica. Reconstrucción 3D. 
 
Unidad 3: Interacción de un haz de electrones con la materia 
Generación de ionizaciones. Distintas señales obtenidas a partir de la interacción del 
haz de electrones con la muestra. Volumen de interacción. Efectos sobre el sólido.  
 
Unidad 4: Óptica electrónica 
Lentes electrostáticas y magnéticas. Características constructivas. Aberraciones. 
 
Unidad 5: Sistemas auxiliares en microscopía electrónica 
Vacío: concepto, medición, tipos de bombas, aceites especiales, trampas frías, sellos, 
accesorios. 
Refrigeración: circuitos cerrados, características del agua, sistemas especiales.  
Alimentación eléctrica: características generales, recomendaciones del fabricante, 
prevención de accidentes. 
Circuitos electrónicos: tipos de fuentes, estabilidad, circuitos de medición, circuitos de 
control. 
 
Unidad 6: Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) 
Diagrama en bloques. Características generales del sistema óptico. Construcción de la 
columna. Cañón electrónico. Lentes condensadoras. Lentes de alineación. Lente 
objetiva. Lentes proyectoras. Sistemas de manejo de la muestra. Observación y 
registro de las imágenes: cámaras de fotografía. 
 
Unidad 7: Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
Principios generales. Comparación con la microscopía óptica y la microscopía 
electrónica de transmisión. Características constructivas. Detectores para las distintas 
señales. Formación de las imágenes. 
 
Unidad 8: Operación de los microscopios electrónicos 
Procedimientos de encendido y apagado. Cambio de las condiciones de trabajo: 
aperturas, tensión de aceleración, piezas polares, tipo de portaespécimen. Montaje de 
la muestra. Procedimiento de enfoque. Corrección de astigmatismo. Toma de 
fotografías. Cambio de placas fotográficas. Procedimiento de alineación de las lentes. 
Rutinas de mantenimiento. 
 
Unidad 9: Preparación de las muestras 
Preparación de muestras no biológicas para SEM. 



Preparación de especímenes biológicos: criterios de preservación del espécimen. 
Fijación: fijación química, buffers, fijadores, métodos, factores que la afectan. Lavado. 
Deshidratación. Preparación para TEM: inclusión, seccionamiento, cuchillas, 
ultramicrótomos. Tinción positiva y negativa. Preparación para SEM: secado por punto 
crítico, metalizado.  
 
Unidad 10: Aplicaciones 
Microanálisis de RX por Sonda de Electrones: Fundamentos de la sonda de electrones 
aplicada al microanálisis químico elemental. Detectores de Rayos X. Sistemas de 
adquisición de espectros: EDS y WDS. Procesamiento de los espectros. 
Cuantificación. 
Micro-Nanolitografía: Micro-Nanolitografía por haz de electrones. Interacción del haz 
con un sólido. Efectos de proximidad. Equipamiento para micro-nanolitografía. 
Preparación de los datos. Otras técnicas. Aplicaciones. 
 
Unidad 11: Fotografía 
Aspectos básicos de fotografía: densidad, exposición, velocidad, granularidad, 
resolución, contraste. Materiales fotográficos. Equipamiento del laboratorio de 
fotografía. Procesos de revelado, positivado y ampliación. Fotografía digital. Toma de 
fotografías en los microscopios. 
 
 
Cronograma 
 
Clase 1 (02 nov) 
Óptica. Microscopios ópticos. 
 
Clase 2 (09 nov) 
Interacción de un haz de electrones con la materia. Óptica electrónica. Sistemas 
auxiliares en microscopía electrónica. 
 
Clase 3 (16 nov) 
Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM). Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM). Operación de los microscopios electrónicos. 
 
Clase 4 (23 nov) 
Preparación de las muestras.  
Práctico con programas de simulación. 
 
Clase 5 (30 nov) 
Aplicaciones. Fotografía.  
Práctico de operación de los microscopios. 
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